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摘要(译)

一种用于感测有机发光显示器的劣化的方法，包括：初始化步骤，用于
将感测数据电压施加到驱动TFT的栅极节点，并将初始化电压施加到驱
动TFT的源极节点，用于浮动栅极的升压步骤驱动TFT的节点和源极节
点，并将驱动TFT的漏极 - 源极电流施加到有机元件，用于再次将初始化
电压施加到驱动TFT的源极节点的感测步骤，将栅极设置为 - 驱动TFT的
源极电压取决于有机元件的退化程度，并且将由设置的栅极 - 源极电压
确定的驱动TFT的漏极 - 源极电流存储在线路电容器中，并且采样步骤用
于输出存储在线电容器中的电压作为感测电压。
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